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摘要(译)

本发明涉及显示阵列基板的外围测试电路和液晶显示面板。显示阵列基
板的外围测试电路包括：多组测试信号线，每组由彼此隔开的第一测试
信号线和第二测试信号线组成;多个测试焊盘引线，每个被布置在形成在
相应组的第一测试信号线和第二测试信号线之间的间隔中，并且与第一
测试信号线和第二测试信号线连接，但是不与第一测试信号和第二测试
信号重叠其他组的线;以及多个测试焊盘，每个测试焊盘布置在相应的测
试焊盘引线上。根据本公开的外围测试电路，存在于当前外围测试电路
中的问题，即，由于测试焊盘引线与测试焊盘引线之间的交叉导致的静
电放电，在测试焊盘引线和测试信号线之间形成的短路，测试信号线，
可以克服，从而减少静电放电的伤害风险。
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